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INTRODUCERE

in domeniul conductorilor si
semiconductorilor turnati aflati astdzi 1n plina
dezvoltare, eforturile de cercetare incununate, pina
n prezent, de succese notabile sint Tndreptate Tn
doud directii principale, prima fiind gasirea unor
materiale conductoare (semiconductoare) mai
departe conducatoare cu caracteristici superioare,
iar a doua strins legata de prima — punerea la punct
a unor tehnologii si instalatii cit mai performante,
capabile sa asigure calitatea doritd, la costuri cit mai
accesibile.

Desigur performantele produsului final —
conductorul depind in mod direct de materialul
intrebuintat, dar si de tehnologia de realizare,
existind 1nsda si un sistem de restrictii prin care
materialul conditioneazda tehnologia care face
posibild prelucrarea sa, astfel incit sa rezulte
conductorul cu parametrii doriti.

Caracteristicile ~ geometrice a  firelor
conductoare turnate dupa tehnologia prof. A.
Ulitovschi (A. Ymurosckun) in procesul de turnare
a lor sint puternic afectate de instabilitatea
parametrilor regimului de turnare si Tn primul rind a
regimului energetic. De fapt, dintre caracteristicile
geometrice ale firului o importantd deosebita o are
setiunea conductorului si grosimea invelisului
izolator. Neuniformitatea lor are influienta negativa
asupra dispozitivelor confectionate din acest
conductor. Sectiunea firului conductor si grosimea
invelisului lui izolator sint influientati direct de
temperatura si de viteza de tragere, iar unifromitatea
valorilor celor doud marimi este determinatd de
uniformitatea preformei si a grosimei tubului de
sticld, de stabilitatea vitezei de tragere si a
regimului energetic de topire a metalului [1].

In orice caz corectarea pe parcursul
procesului de tragere a firului unor eventuale abateri
a sectiunii diametrului efective de la cea dorita, si a
grosimii camasei izolatoare, ce pot aparea din
diferite cauze, impune masurarea In continuu a
sectiunii de microfir si a grosimii de izolatie cu
ajutorul unui sistem care s comande parametrii de
lucru in functie de valorile efective rezultante la
urma misurarilor. In mod uzual corectiile se aduc
prin modificarea concomitentd corespunzatoare a
vitezei tamburului pe care se bobineaza firul

conductor, deci prin modificarea vitezei de tragere,
modificarea regimului energetic de topire a
metalului. Daca inca diferenta intre sectiunea dorita
si cea efectiva creste peste anumite limite se poate
modifica viteza de avans a preformei astfel incit
viteza de tragere sda se mentind cit mai aproape de
valoarea optima.

Masurarea sectiunii de microfir prin
metode optice si metode cu utilizarea ghizilor de
unda nu asigura precizie satisfacatoare din punct de
vedere practic, deoarece prezenta izolatie
influienteaza negativ rezultatele masurarii.

1.DESCRIEREA METODEI DE
MASURARE A SECTIUNEI DE
MICROFIR IN IZOLATIE

In actuala lucrare se propune o metodd de
masurare indirecta a diametrului conductorului
,care constd Tn masurarea rezistentei conductorului
pe unitate de lugime. Tntr-adevar ,dupa cum se stie
rezistenta R; a unui conductor cu dimensiunile sale
geometrice (lungimea 1 i diametrul d) se gaseste in
relatia:

R=4lp/m? (1)

Sau

do2 . L

N

unde p — este rezistivitatea specifica a materialului
conductor.

Continuitatea  izolatiei pe  lungimea
microfirului de asemenea nu permite utilizarea
metodelor traditionale de masurare a rezistentei,
deoarece portiunea de microfir masurat nu poate
avea o unire galvanica completa cu circuitul
masurator.

Portiunea de microfir masurat dupa metoda
propusd CU circuitul masurator are o unire tripola,
(fig.1), un pol din care (polul 3) este preforma din
care se formeaza topitura de metal cu rezistenta
echivalenta Ryr <R, iar ceilalti doi poli (polii 1 si
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2) sunt de caracter rezitiv-capacitiv, si au
impendantele echivalente corespunzitor z; si z»

unde |z,|>>Rysi [z,|>>R,.
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Figura 1. Schema echivalentd de unire electrica a
conductorului masurat acoperit cu un strat izolator
Cu circuitul de masurare.

Masurarea rezistentei R dupa metoda propusa
are loc prin compararea in mod continuu a doua
tensiuni sinusoidale , prima fiind proportionala cu
valoarea rezistentei Ro a conductorului etalon de
diametru do si lungimea lo impuse, iar a doua
proportionald cu suma a doud rezistente: rezistenta
Ri a rezistorului introdus suplimentar si rezistenta
Rs. Rezistorul suplimentar trebuie sa fie de o
rezistenti mult mai mare ca rezistenta Ro

(R, >>R,). Aceste doua tensiuni in timp periodic

urmeaza una dupa alta si intre ele sint defazate la 7.
Prima din tensiunile numite prin intermediul
portiunii de microfir masurat Ix periodic se repeta pe
suma rezistentelor Rs+Z; unite Tn serie, iar a doua
prin intermediul elementelor cu rezistentele Rs i Z1
se repetd pe rezistenta Rj+Rps

Esenta metodei propuse se explica prin
circuitele si oscilogramele ardtate in figura 2.
Rezistorul suplimentar cu rezistenta Rs (figura
2,b,c), polul unu cu impendanta echivalentd Z; |,
portiunea de microfir masurat cu rezistenta
echivalenta Ri=Iliry si polul trei cu rezistenta
echivalenta Ry au unire serie.La unirea circuitului
numit cu sursa de semnal SS (fig.2b) prin circuit
curge curentul i(t)=lnsinwt.Sursa de semnal
masurator este construita in asa mod ca la iesirea ei
in raport cu borna comund au loc doud semnale

(fig.2a)
u(t)=U,, sin(at)
uref (t)zuref sin (C()t+7l'), (3)

Circuitul serie format din Rs, Z1 , Rpr si R
prin intermediul comutatorului k periodic n timp se

comuteaza ba la iesirea cu tensiunea u(t) (fig.2b)
ba la iesirca cu tensiunea uwr(t) (fig. 2c).
Comutatorul k este comandat de generatorul de
semnal cu tensiunea:

Ug =U,cSINQt, Q<< o, (4)

In procesul de comutare in mod continuu si
periodic la borna comund a sursei de semnal
masurator se comuteaza ba polul trei ba rezistorul
Rs. Cind circuitul serie compus din Rs, Z1 , Ry si Ri

este comutat la iegirea cu tensiunea U m sin wt la

intrarea  amplificatorului-indicator ~ actioneaza
tensiunea:
R, + Rpf .
u,(t) = U, sin at, (5)

Re+Z,+ R + Ry

ce prin intermediul polului doi (p.B)se culege de pe
suma rezistentelor Ri+Ryy, iar cind este comutat la

iesirea cu tensiunea U, (t) =U, . Sin (a)t + 72') la

intrarea amplificatorului-indicator actioneaza
tensiunea:

R, +Z,

u. = U__sinlat+r7), 6
* R +Z,+R +R, ™ ( ). ®

culeasa de pe circuitul serie (z,+R,) deasemenea
prin intermediul polului doi.
Decarece (R, +Z,[)>> (RI +Rpf) relatiile (5) si

(6) pot fi inlocuite cu relatiile:

u, (t) =mumsin &
‘RI +ZI‘ , (6)

u (t) =V, Sin(at + 7)

Pentru fiecare diametru de conductor dat,
cind p este unul si acelasi, raportul dintre U, si

U

o este diferit si se alege din relatia:

= (7)

unde Umer Se impune ,iar Up, se alege din relatia
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La functionarea n continuu a comutatorului
la intrarea amplificatorului-indicator actioneaza

tensiunea sumara Uy (t) (figura 2,d), compusa
dintr-un pachet de impulsuri armonice U, (t) si
U () defazate la 7. Dupd detectarea tensiunilor

Uy (t) si us(t),adica a tensiunei Uy (t)se obtine

corespunzator:

!

1' (t): k21k;ossza) R
v/

- JO”/QUmsin(a)t)dt, ©)

S
si

_ KykigSy0 Ry J’j”/ QUmref sin (at + 7)ot (10)
2t R%

u(t)

Amplitudinea componentei alternative de frecventa
2 dupa filtrarea ei este:

_kAsg 7/Q , 27/Q "
g () == Uo usdt — L/Q usdt] (11)

In relatiile (9)..(11) sin  folosite
simbolizarile kig —coeficientul de transfer a polului
cu impedanta Z; la frecventa w, ko1 —coeficientul de
transfer a amplificatorului-indicator A,, Ss» —panta
de transformare a detectorului de amplitidine, ki —
coeficientul de transformare al filtrului trece jos .
Cu considerarea relatiilor (9)...(11) tensiunea la
iesirea detectorului de faza este:

R, —R
Udf = k10k21k43k54832Um OR I ) (12)

S

unde kss —coeficientul de transfer a detectorului de
faza.

Conditia de obtinere a conductorului turnat
de diametrul d; egal cu diametrul microfirului etalon
do este in respectarea relatiei:

Ry +R =Ry, (13)

de unde

| ly Lo
R, :4/3?:'?0 ~Ry :4:‘7?_4:00 7 (14)

! 0 pf

In (14) prin po, do si lo sint notate corespunzitor:
rezistivitatea specifica, diametrul si lungimea
portiunii de microfir etalon, prin Rps, lps, si Dpr SNt
respectiv notate rezistenta, lungimea si diametrul
preformei.

Cind p=po si I=lo relatia (14) primeste forma:

1y 1 al
= 15
d2  b2d, (19

sau

i:i_izi(l_ij, (15"

unde a=ly/1, b=Dps/do.
Din (15”) obtinem valoarea reald de diametru a
firului turnat.

-

a
Ve

Abaterea diametrului de fir turnat d, de la ce etalon

doconditionata de valoarea finita a raportului
(a/b?®)#£0 este:

>d, , (16)

st _, 1 (17)
d a
0 1_b72
Practic Iy este de aproximativ 0,1......... 0,51,

diametrul Dy este de citiva milimetri, iar do de pina
la zeci de micrometri.

Apreciem valoarea marimii & pentru cel mai rau
caz, si anume: Dp=3*10°mm, do=30*10°mm,

|pf=0,5|om.

Corespunzator  a=0,5  ;b?=10%  a/b*=107
1 1

o=1- =1l-———, ce vorbeste

& N1-107
bZ

despre o abatere neglijabila a diametrului d; de la
cel etalon do , conditionnatd de valorile finite a
preformei Dyi£oo;1ps£0.

Actuala lucrare poate fi recomandati
pentru implimentare la intreprinderile de ramura ,
de exemplu, uzina "Micron" or. Chigindu ,
specializata in fabricarea microfirului turnat din
metal topit in stare de suspensie.
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Figura 2. Schemele electrice a dispozitivului
posibil pentru realizarea metodei: a) — schema
structurald  a masuratorului; b) — schema de
formare a tensiunii u(t); ¢) — schema de formare a
tensiunii urest(t); d) — oscilogramele semnalelor ce
explica metoda de masurare propusa
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